










专利名称(译) 非侵入性检测复杂基质中的分析物
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优先权 60/436761 2002-12-27 US

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

提供了用于确定复杂基质中感兴趣分析物浓度的系统和方法。根据本发
明的一个方面，近红外分析辐射通常被引导到含有目标分析物的样本的
一部分上。在很宽的频率范围内以及在短的诊断时间内扫描分析辐射的
波长。辐射光谱通过样本传播，反射或散射，并由探测器收集。样品中
感兴趣的分析物的浓度由检测器收集的辐射确定。
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